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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Багатохвильові спектри розсіяння Х-променів та електронів у реальних кристалах, багатошарових і
нанорозмірних системах

2. Multi-beam spectra of X-ray and electron scattering in real crystals, multi-layred and nano-scaled systems

Реферат:
1. Розвинуто теоретичні і експериментальні методи прецизійного визначення періодів ґраток та їх змін при
деформації кристалу і зміні його температури; встановлені механізми та закономірності формування
багатохвильових профілів інтенсивності Х-променів на топограмах, косселеграмах, дифрактограмах
азимутального сканування та дифракційних картинах Кікучі. Методика розрахунку та графічного
представлення багатохвильових дифрактограм азимутального сканування кристала в схемі Реннінгера була
вдосконалена для застосування в багатошарових системах, для яких характерна наявність градієнта періода
гратки по товщині. Запропоновано нові підходи визначення планарного розподілу локальних деформацій у
кристалах з картин дифракції зворотно відбитих електронів з використанням методу гістограм та методу
дискретного двомірного Фур'є перетворення.



2. On the basis of features of two- and multi-beam X-ray diffraction the theoretical and experimental methods
were developed for precision determination of lattice parameters and its changes due to crystal strains and
temperature variation. Mechanisms and regularities of forming of multi-beam X-ray intensity profiles on Kossel
patterns, X-ray diffraction patterns of Renninger scans, and Kikuchi patterns (electron diffraction) were establish.
Enhanced algorithms and soft-ware were developed. The technique for calculating and graphic presenting multi-
beam patterns of Renninger scan in crystals were developed for multi-layered systems with the strain gradient on
thickness
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